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FOREWORD

ternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardjzation c|
onal electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promete int
eration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To thi
tion to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical

ation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject
Brticipate in this preparatory work. International, governmental and non-gove€ramental organizatio
e IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with/the International Organ
brdization (ISO) in accordance with conditions determined by agreemeht-between the two organi

rmal decisions or agreements of IEC on technical matters express{.as-nearly as possible, an int
hsus of opinion on the relevant subjects since each technical (Committee has representatiof
ted IEC National Committees.

ublications have the form of recommendations for interpational use and are accepted by IEQ
ittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical contg
ations is accurate, IEC cannot be held responsiblesfor the way in which they are used 9
erpretation by any end user.

er to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Py
arently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergenc{
C Publication and the corresponding nationalior regional publication shall be clearly indicated in

5elf does not provide any attestation of \conformity. Independent certification bodies provide (
Ement services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsib
s carried out by independent certification bodies.

ers should ensure that they have(the latest edition of this publication.

bility shall attach to IEC or its)directors, employees, servants or agents including individual ex
ers of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property d
damage of any nature.whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal
ses arising out of the “publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any
ations.

on is drawn te.thé Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
Ensable for the.correct application of this publication.

on is drawn/to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subjec
IEC shall*'not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

pmprising
ernational
5 end and
| Reports,

ly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IECxPublication(s))"). Their

dealt with
hs liaising
zation for
Fations.

Prnational
from all

National
nt of IEC
r for any

blications
b between
the latter.

onformity
e for any

perts and
amage or
fees) and
bther IEC

cations is

of patent

494" has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active

Hevices,

of IEC technical committee 86: Fibre optics. It is an International Standard.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2010. This edition
constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

a)
b)
c)
d)

the normative references are updated;

the condition "for short periods" in 4.1 is removed;

the absolute limiting rating for soldering temperature in Table 1 is modified;

the maximal optical output power (multimode fibre) in Table 4 is increased from -3,5 dBm
to -3 dBm, to align value with the referenced document;
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e) a note is added to Table 7 to clarify that out-of-specification products are not allowed to
pass the performance tests.

The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

86C/1800/CDV 86C/1826/RVC

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The lan

This do
accordd
at www

juage used for the development of this International Standard is English.

cument was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and| deve
nce with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement, g
iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types deyveloped by

described in greater detail at www.iec.ch/publications.

A list of
compon|

all parts of the IEC 62149 series, published under the geheral title Fibre opt
ents and devices — Performance standards, can be foundon the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged

stability
specific

e [eCO

e with

date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the data relate
document. At this date, the document will be

hfirmed,

drawn,

e replaced by a revised edition, or

e ame

nded.

oped in
vailable
EC are

c active

until the
H to the
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INTRODUCTION

Fibre optic transceivers are used to convert electrical signals into optical signals and vice versa.
This document specifies performance standards for 1 300 nm fibre optic transceivers for Gigabit
Ethernet application. The ISO/IEC/IEEE 8802-3 Gigabit Ethernet standard is used as the basis
for determining the optical characteristics of the transceiver, which operates at a line rate of
1,25 Gbit/s.
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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PERFORMANCE STANDARDS -

Part 4: 1 300 nm fibre optic transceivers
for Gigabit Ethernet application

1 Scope

This pa
moduleq
containg
measur
provide
to satisf

A produ

declared as complying with the performance standard but will thén be controlled by 3

assuran,

2 Noi

The follg
constitu
For un
amend

IEC 600

IEC 600
solderal

IEC 600

IEC 600
temperdg

IEC 600

t of IEC 62149 defines performance specifications for 1 300 nm fibre optic tra
used for the ISO/IEC/IEEE 8802-3 Gigabit Ethernet application. This |.dq
definitions for product performance requirements as well as a seri€s of tg

. The tests are intended to be run on a "once-off" basis to prove any product
y the performance standard’s requirements.

ct that has been shown to meet all the requirements of a pérformance standarg

ce/quality conformance program.

mative references

wing documents are referred to in the text.innsuch a way that some or all of their
fes requirements of this document. For dated references, only the edition cited
ated references, the latest edition ‘of the referenced document (includ
ents) applies.

68-2-6, Environmental testing«'Part 2-6: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoida

68-2-20, Environmental testing — Part 2-20: Tests — Test Ta and Th: Test met
ility and resistance to soldering heat of devices with leads

68-2-27, Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance: Sh

68-2-38, {Environmental testing — Part 2-38: Tests — Test Z/AD: Co
ture/humidity cyclic test

68-2-78, Environmental testing — Part 2-78: Tests — Test Cab: Damp heat, steg

hsceiver
cument
sts and

ments, for which clearly defined conditions, severities and pass/fail crit¢ria are

s ability

can be
quality

content
applies.
ng any

N—

hods for

bck

mposite

dy state

IEC 60749-25, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 25:
Temperature cycling

IEC 60749-26, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods — Part 26:
Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing — Human body model (HBM)

IEC 60825-1, Safety of laser products — Part 1: Equipment classification and requirements

IEC 60938-1, Fixed inductors for electromagnetic interference suppression — Part 1: Generic
specification

IEC 60950-1, Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements


https://iecnorm.com/api/?name=9615fb20f52a83d5c1f7d4311d31f86e

IEC 62149-4:2022 © |EC 2022 -7-

IEC 61300-2-47, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-47: Tests — Thermal shocks

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021, Telecommunications and exchange between information
technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard
for Ethernet

3 Terms, definitions, symbols and abbreviated terms

3.1 Terms and definitions

No terms—and-definitions—are-tisted-inthisdocument:

ISO and IEC maintain terminology databases for use in standardization at~the fpllowing
addressies:

o |EC [Electropedia: available at https://www.electropedia.org/
¢ |ISO|Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp
3.2 Symbols

E, extinction ratio

m data input current — high

I data input current — low

Tout output current

P, alarm off level

Py alarm on level

P, optical output power

Popt optical input power

Ry data output load

S receiver sensitivity

Tamb ambient openating temperature

D transmit disable function

T} optical output fall time

T, optical output rise time

Tstg storage-temperature

Vee supply voltage

Vin—Vse  data input voltage — high

Vi—Vs  datainput voltage — low
Vaom nominal operating voltage
Von alarm output high voltage

Von — Vee data output voltage — high

Vol alarm output low voltage
Vor— Vee  data output voltage — low

Vop transmitter differential input voltage swing
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optical output power change from pre-test value to post-test value

receiver sensitivity change from pre-test value to post-test value
spectral width (RMS)
central wavelength

3.3 Abbreviated terms

BER
ECL
EO

bit error ratio

emitter-coupled logic

electro-optical

ESD
HBM
LVTTL
NRZ
PECL
PRBS
RH

SD

TTL
TTL/CM

4 Prd

signal detect

relative humidity

duct parameters

etectrostaticdischarge

human body model

low voltage transistor-transistor logic
non-return-to-zero

pseudo emitter-coupled logic
pseudo random bit sequence

transistor-transistor logic

4.1 Absolute limiting ratings

Absolut
catastrg
limiting

perform
parame

Table 1 — Absolute limiting ratings

OS transistor-transistor logic/complementary metal-oxide-semiconductor

b limiting (maximum and/or minimum) ratings, as shown in Table 1, imply
phic damage will occur if thé>product is subjected to these ratings, provids
parameter is in isolation -and all other parameters have values within the
hnce parameters. It should not be assumed that limiting values of more than one
er can be applied at any“one time.

that no
bd each
normal

Parameter Symbol or Minimum Maximum Unit
abbreviated
term

Storage femperature Tgiq -40 +85 °C
Ambient operating temperature T ey -10 +80 °C
Lead soldering temperature +260 °C
(minimum distance to case specified) (for 10 s)
Output current Iyt 0 50 mA
Data input voltage -0,5 Vee \%
Transmitter differential input voltage swing Voo 0,30 1,40 \%
Supply voltage @ -0,5 Viom ¥ 40 % \Y
Relative humidity ® RH 5 85 %
a8 Nominal operating voltages (¥, ) of 5V and 3,3 V apply.
b No condensation allowed.
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4.2 Operating environment

The parameters for the operating environment are shown in Table 2.

Table 2 — Operating environment

Parameter Symbol or Minimum Maximum Unit
abbreviated
term
Supply voltage 2@ Vee Viom = 9 % Voom 5 % \%
Ambient operating temperature Tomb 0 70 °C
Relative [romany > Rt 5 85 %
a Foralnominal operating voltage (V) of 5 V. For 3,3 V nominal operating voltage, the minimum.value fs 3,15 V
and the maximum value is 3,45 V.
b No condensation allowed.
4.3 Functional specification
The spegifications in Table 3 and Table 4 describe the functionakréquirements required|to meet
the ISO[IEC/IEEE 8802-3 PHY specifications.
Table 3 — Receiver section: functional specification
Parameter Symbol Minimum Maximum Unit

Receivel] sensitivity 2 S -19 dBm
Maximum optical input power -3 dBm
Optical return loss 12 dB
Alarm on level Py -45 -20 dBm
Alarm off level f P, -19 dBm
Hystereslis 0,5 4,0 dB
Alarm regponse time 600 us
Alarm odtput high voltage (option 1) P Von -1.1 -0,8 \
Alarm output low voltage, (Option 1) P Vol -2,0 -1,6 \
Alarm odtput high voltage (option 2) ¢ Von 2 Vee \
Alarm output low volitage (option 2) © Vol 0 0,8 \
Data output/voltage — low ¢ Vo= Vee -1,950 -1,620 v
Data outputvottage=trigtr< e 4645 0746 \Y
Data output load ¢ 9 R 50 Q

NOTE Refer to Table 2 for operating environment.

@' -

1) PRBS test signal.

¢ Outputs terminated to ¥~ 2 V.

9 Basic value.

These voltages are measured with respect to V.

¢ OQutputs compatible with TTL and LVTTL inputs.
4 Qutputs compatible with 10K, 10KH, 100K ECL and PECL inputs.

a8 Minimum sensitivity and saturation levels for 1E-12 BER measured with a 9 dB extinction ratio source and

Alarm triggered when receive sensitivity is below that specified. Hysteresis value specified as P, - P
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Table 4 — Transmitter section: functional specification

Parameter Symbol Minimum Maximum Unit
Central wavelength e 1270 1 355 nm
Spectral width (RMS) AL 4 nm
Optical output power (single-mode fibre) 2 P, -11,0 -3,0 dBm
Optical output power (multimode fibre) 2 € P, -11,5 -3,0 dBm
Extinction ratio E, 9 dB
Optical output rise time (20 % — 80 %) © T, 0,26 ns
Optical qutput fall time (80 % — 20 %) © T; 0,26 ns
Output ejye b
Transmit|disable function (optional) d TD
Data inplit current — low I -350 pA
Data inplit current — high Ly, 350 pA
Data inp{it voltage — low ¢ Vi=Vee -1,810 -1,475 \Y
Data inplit voltage — high ¢ Vin= Vee -1¢16% -0,880 \%
Transmitter differential input voltage swing Voo 0,3 \%

NOTE Refer to Table 2 for operating environment.

b Compliant with ISO/IEC/IEEE 8802-3.
¢ Compatible with 10K, 10KH, 100K ECL, and PECL.ignals.

a  Outpyt eye is power coupled into a single-mode fibre, 62,6/ 25 multimode fibre, or 50/125 multimodeffibre.

d  Optidnal transmit disable function. Normal TTk%unction. Transmitter output enabled with no signal|present.
With Jogic "high" input, transmitter output is_disabled.

€ Measured at the output of a mode conditioning patchcord as specified in ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021, 38.11.4.

4.4 iagrams

The diagrams in Figure~1 and Figure 2 are representative examples for the receiver secfion and

transmifter section.

PIN preamplifier

Figure 1 — Receiver section schematic

Limiting
C amplifier Buffer
i tow S—BATA out
[II] pass > > >
filter O DATA out
Linear
amplifier
Level detector >———0 SD
IEC
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KKZS \;‘Z Rear facet
DATA Laser monitor
—> photodiode
ECL Laser
m INPUT modulator
T A Laser bias
> driver

| —

Laser bias
control

IEC

Figure 2 — Transmitter section schematic

4.5 Lpbelling

It is regommended that each transceiver (and supporting, documentation) be labelled in a
manner|visible to the user with at least the following data:

a) this document reference, including variant type;
b) appljcable safety warnings.

Labelling requirements for class 1 lasers are given in the laser safety standards referenced
in 6.2.

5 Testing

5.1 General

Initial clharacterization apd~gualification shall be undertaken when a build standard has been
completed and frozen/Qualification maintenance is carried using periodic testing prpgrams.
Test conpditions for allte€sts unless otherwise stated are 25 °C + 2 °C.

5.2 haracterization testing

Charactgrization shall be carried out on at least 20 products taken from at least three different
manufag¢turing lots. The test and test limits are given in Table 5 and Table 6.
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Table 5 — Transmitter section characterization tests

Test limit Test limit .
. a
Parameter Test conditions minimum maximum Unit
) . . 7 .
Optical output S|ng|e-rr_10de fibre, PRBS 2 — 1 at 1,25 Gbit/s -11,0 -3,0 dBm
power modulation
Centre wavelength PRBS 27 — 1 at 1,25 Gbit/s modulation 1270 1355 nm
Spectral width PRBS 27 — 1 at 1,25 Gbit/s modulation 4 nm
Extinction ratio 250 Mbit/s square wave 9 dB
PRBS 27 - 1 at 1,25 Gbit/s modulation ) )
Eye mask test No hits No hits
ISOHECGHEEE-8802-3-2024—38-6-5
Relative Intensity |50, 1Ec/IEEE 8802-3:2021, 38.6.4 -120 4B/Hz
noise (RIN)
Rise and|fall time 20 % to 80 % 0,26 ns
& A mirfimum of 20 devices to be measured at 7, of 0 °C, 25 °C, and 70 °C £ 2 °C andwith V__ set atminimum
opergting voltage, at nominal operating voltage (7, .), and at maximal operating yoltage. Refer to Table 2 for
mininjum and maximum operating voltages.
Table 6 — Receiver section characterization tests
Test limit Test limit .
. a
Parameter Test conditions minimum maximum Unit
Sensitivity PRBS modulation NRZ at 1,25 Gbit/s assuming 19 dBm
at 1E-12|BER 9 dB extinction ratio source
Alarm leyel high TTL/CMOS compatible logic leveP{1"
Alarm leyel low TTL/CMOS compatible logic level "0"
Alarm onl threshold PRBS m_odu_lat|on _NRZ at 1525 Gbit/s assuming -20,0 dBm
9 dB extinction ratio seur¢e
. PRBS modulation NRZ at 1,25 Gbit/s assuming
Alarm hysteresis 9 dB extinction ratio’source 0.5 4 dB
Maximun input POpt set to -2,4 dBm gate for 3 s using 9 dB 3
errors extinction.ratio source
@ A mifgimum of 20 deviceS fo’be measured at 7, of 0 °C, 25 °C, and 70 °C £ 2 °C and with V__ set at minimum

operg
minin

ting voltage, at'nominal operating voltage (V.
um and maximum operating voltages.

), and at maximal operating voltage. Refer to T4

ble 2 for

53 P

erformance testing

5.3.1

Sequence of testing

Performance testing is undertaken when characterization testing is complete.

5.3.2

Sample size, sequencing and groupings

The performance test plan is given in Table 7 and the sample sizes, sequencing and grouping
to be used for the tests are as defined in Annex A. Samples may either be a new product or

sourced

from a previous test.

A total of 96 products (95 + 1 control) are required for performance testing. Control devices are

used to

determine measurement repeatability.
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Table 7 — Performance test plan

No. Test Requirements? Test methods and conditions
0 Full EO testing per Meets specification Tests carried out at 0 °C,
characterization test 25 °C, 70 °C
requirements
1 Solderability EO test 25 °C Max. | Min. | Unit | IEC 60068-2-20
AS +0,7 | -0,7 | dB | Steam ageing not required
Visual inspection AP, +0,5 | -0,5 dB
2 Connector EO test 25 °C Max. | Min. | Unit | 500 cycles. Clean and measure
mate/demate transmit side every 50 cycles.
AS +0,7 1 0.7 | dB | same connector
AP, | 40,5 | -0,5 | dB
3 E$D EO test Max. | Min. | Unit | IEC 60749-26, miethoéd HBM
0°C, 25°C,70°C AS +0,7 | -0,7 | dB 00V
AP, | +0,5 | -0,5 | dB
Flaemmability Clags UL94-V
MEchanical shock EO test 25 °C Max. | Min. | Unit | IE€C.60068-2-27
2 .
AS +0.7 | -07 dB 15 OOQ m/s<, 1,0 ms, 5 times
per axis
AP, | 40,5 | -0,5 | dB
6 Vibration EO test Max. | Mih/ | Unit | IEC 60068-2-6
2
0°C, 25 °C, 70 °C AS +0.7 {07 | dB 200_m/s , 20 Hz to 2 0(0 Hz,
4 min per cycle, 4 cyclgs per
AP, | +0,5{ -0,5 | dB | axis
7 Cyclic moisture EO test 25 °C Max. | Min. | Unit | IEC 60068-2-38
aSo +0,7 |07 | ag | 10 cvcles
AP, | 40,5 | -0,5 | dB
8 Resistance to EO test 25 °C Max. | Min. | Unit | IEC 60068-2-20, test Th,
sdldering heat AS 407 |-07| dB method 2, 350 °C 3,5 s
AP, | 40,5 | -0,5 | dB
9 Thermal shock EO test25 °C Max. | Min. | Unit | IEC 61300-2-47
AS +07 | -07| dB delta temperature 100 °IC
AP, | +0,5 | -0,5 | dB
10 | Fast temperature EO test Max. | Min. | Unit | IEC 60749-25
cycle 500 cycles o o o lower soak temperature] —40 °C,
0°C,25°C,70°C AS 07 107 dB upper soak temperaturg +85 °C,
AP, +0,5 | -0,5 dB | 500 cycles
11 Fast\témperature EO test Max. | Min. | Unit | As test 10, further 500 ¢ycles
cycler1 000 cycles
U°C, 25 °C, 70 °C AT 0,7 [ -0,7 | dB
AP, | +0,5 | -0,5 | dB
12 | High temperature EO test 25 °C Max. | Min. | Unit | 70 °C, V. at maximum
endurance 500 h AS | +0.7 | —0.7 | 4B | operating voltage (refer to
’ ’ Table 2)
AP, | +0,5 | -0,5 | dB
13 | High temperature EO test Max. | Min. | Unit | As test 12, further 500 h
endurance 1 000 h 0°C, 25°C, 70 °C AS +0,7 | -0,7 | dB
AP, | +0,5 | -0,5 | dB
14 | High temperature EO test Max. | Min. | Unit | As test 13, further 1 000 h
endurance 2 000 h 0°C, 25 °C, 70 °C AS | +0,7 | -0,7 | dB
AP, | +0,5 | -0,5 | dB
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No. Test Requirements? Test methods and conditions

15 | High temperature EO test As test 14, further 3 000 h
endurance 5 000 h 0°C, 25 °C, 70 °C Information only

16 | Cold storage 500 h EO test 25 °C Max. | Min. | Unit | -40 °C

AS | +0,7 | -0,7 | dB
AP, | +0,5 | -0,5 | dB

17 | Cold storage 1 000 h | EO test Max. | Min. | Unit | As test 16, further 500 h
0°C,25°C,70°C AS +0,7 | -0,7 | dB
AP, | +0,5 | -0,5 | dB

18 Cold-storage—2-000h EQ tgst Max Min Uit Astest 17 further4-000 h
I T

0°C,25°C,70°C | AS | +0,7 |-0,7 | dB
AP, | +0,5 | -0,5 | dB

19 | Dagmp heat 168 h EO test 25 °C Max. | Min. | Unit | IEC 60068-2:78
As | +0,7 [-0,7 | dB [40°C /95 RH .
V.. atimaximum operating

AP, | +0,5 | =0,5 | dB | voltage (refer to Table 2
20 | Damp heat 500 h EO test 25 °C Max. | Min. | Unit [As test 19, further 332 h
AS +0,7 | -0,7 | dB
AP, | +0,5 | -0,5 |(dB

~

21 | Damp heat 1 000 h EO test 25 °C Max. | Min.~| Unit | As test 20, further 500 h
AS +0,7 [%-0,7 | dB
AP, | %0,5°| -0,5 | dB

22 | Damp heat 1 344 h EO test Max. | Min. | Unit | As test 21, further 344 h
0°C,25°C,70°C AS +0,7 | -0,7 | dB
AP, | +0,5 | -0,5 | dB

2  For tpsts 1 to 22, except for tests 4 and.15, pre- and post-test values of receiver sensitivity (S) angd optical
output power (P,) shall meet the characterization test limits specified in Table 5 and Table 6.

6 Enyironmental specifications

6.1 Qeneral safety

All trangceivers(mgeting this document shall conform to IEC 60950-1.

6.2 Llaser safety

Fibre optic transceivers shall be class 1 laser certified under any condition of operation. This
includes single fault conditions whether coupled into a fibre or out of an open bore. Transceivers
shall be certified to be in conformance to IEC 60825-1.

Laser safety standards and regulations require that the manufacturer of a laser product provide
information about the product’s laser, safety features, labelling, use, maintenance and service.
This documentation shall explicitly define requirements and usage restrictions on the host
system necessary to meet these safety certifications.

6.3 Electromagnetic emission

Products defined in this document shall comply with IEC 60938-1 for the limitation of
electromagnetic interference.
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Annex A
(normative)

Sample size, sequencing and grouping requirements

Table A.1 shows sample size, sequencing and grouping requirements.

Table A.1 — Sample size, sequencing and grouping requirements

Test Sample size Source

0 Initial testing 95 New

1 Solderability 11 Test 0
2 Connector mate/demate 11 Test 1
3 ESD 6 Test2
4 Flammability 5 Test 2
5 Mechanical shock 11 Test 0
6 Vibration N Test 5
7 Cyclic moisture 11 Test 0
8 Resistance to solder heat 11 Test 7
9 Thermal shock 11 Test 8
10 Fast temperature cycle 500 cycles 11 Test 0
11 Fast temperature cycle 1 000 cycles 11 Test 10
12 High temperature endurance 500\h 25 Test 0
13 High temperature endurance\1"000 h 25 Test 12
14 High temperature endurance 2 000 h 25 Test 13
15 High temperature. endurance 5 000 h 25 Test 14
16 Cold storage 500h 11 Test 0
17 Cold storage 1 000 h 11 Test 16
18 Cold _storage 2 000 h 11 Test 17
19 Damp heat 168 h 11 Test 0
20 Pamp heat 500 h 11 Test 19
21 Damp heat 1 000 h 11 Test 20
22 Damp heat 1 344 h 11 Test 21

The tests of Table A.1 are each intended to be performed individually and in parallel on products,
although products from a previous test may be used if desired. Mechanical tests may also be
carried out on parts of an identical build or structure but intended for use at different bit rates.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES -
NORMES DE PERFORMANCE -

Partie 4: Emetteurs-récepteurs fibroniques de 1 300 nm
pour application Gigabit Ethernet

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation
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L'IEC 62149-4 a été établie par le sous-comité 86C: Systemes et dispositifs actifs a fibres
optiques, du comité d'études 86 de I'lEC: Fibres optiques. Il s'agit d'une Norme internationale.

Cette troisiéeme édition annule et remplace la deuxiéme édition parue en 2010. Cette édition
constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition
précédente:

a) mise a jour des références normatives;

b) suppression de la condition "pour de courtes périodes" au 4.1;

c) modification des valeurs limites absolues pour la température de brasage au Tableau 1;
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d) augmentation de la puissance de sortie optique maximale (fibre multimodale) du Tableau 4,
de -3,5 dBm a -3 dBm, afin d’aligner la valeur par rapport au document de référence;

e) ajout d’'une note au Tableau 7, pour clarifier le fait que les produits non conformes a la
spécification ne sont pas autorisés a réussir les essais de performance.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
86C/1800/CDV 86C/1826/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti oM Approbation:

La langlie employée pour I'élaboration de cette Norme internationale est I'anglais:

Ce docyment a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été,développé sglon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles sous
www.ie¢.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents développés par
I'lEC sopt décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications/.

Une list¢ de toutes les parties de la série IEC 62149, publiées sous le titre général Composants
et dispasitifs actifs fibroniques — Normes de performance, se trouve sur le site web de|l'lEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne seta pas modifié avant la date de|stabilité
indiquég sur le site web de I'lEC sous webstore.iec.ch'dans les données relatives au dgcument
recherché. A cette date, le document sera
e reconduit,

e supprime,

e remplacé par une édition révisée, ou

e amepdé.
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INTRODUCTION

Les émetteurs-récepteurs fibroniques sont utilisés pour convertir les signaux électriques en
signaux optiques et vice versa. Le présent document spécifie les normes de performance pour
les émetteurs-récepteurs fibroniques de 1 300 nm pour application Gigabit Ethernet. La norme
Gigabit Ethernet ISO/IEC/IEEE 8802-3 est utilisée comme base pour déterminer les
caractéristiques optiques de I'émetteur-récepteur, qui fonctionne a une vitesse de 1,25 Gbit/s.
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COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES -
NORMES DE PERFORMANCE -

Partie 4: Emetteurs-récepteurs fibroniques de 1 300 nm
pour application Gigabit Ethernet

1 Domaine d’application

La prés

I'ISO/IE
de prod
critéres
effectué
normes

Un proq
démontt
selon uf

2 Réflérences normatives

Les doc
de leur
I’édition
référeng

IEC 600
(sinusolj

IEC 600
d'essai

IEC 600

IEC 600
compos

C/IEEE 8802-3. Ce document contient des définitions des exigences de perfd
Lit ainsi qu'une série d'essais et de mesures, pour lesquels des conditions, sév
de réussite/d’échec clairement définis sont fournis. Chaque essaiest destin
une seule fois pour prouver la capacité des produits a satisfaire”aux exigen
de performance.

uit dont la conformité a toutes les exigences d’une -horme de performanc
ée peut étre déclaré conforme a la norme de performance, mais il sera ensuite
programme d’assurance de la qualité/de conformijté de la qualité.

uments suivants sont cités dans le texte~de sorte qu’ils constituent, pour tout g
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datée

citée s’applique. Pour les références non datées, la derniére édition du docu
e s’applique (y compris les éventuels amendements).

68-2-6, Essais d'environnement — Partie 2-6: Essais — Essai Fc: Vi
dales)

He la brasabilité.et)de la résistance a la chaleur de brasage des dispositifs a b
68-2-27, Essais d'environnement — Partie 2-27: Essais — Essai Ea et guide: CH

68-2-38, Essais d'environnement — Partie 2-38: Essais — Essai Z/AD: Essai
fte’de/température et d’humidité

bnte partie de I'IEC 62149 définit les spécifications de performance pour les modules
d'émetteur-récepteur fibroniques de 1 300 nm utilisés pour I'application Gigabit-Ethg

rnet de
rmance
erités et
£ a étre
ces des

e a été
controlé

u partie
5, seule
ment de

brations

68-2-20, Essais d‘environnement — Partie 2-20: Essais — Essais Ta et Tbh: Migthodes

oches
ocs

cyclique

IEC 60068-2-78, Essais d'environnement — Partie 2-78: Essais — Essai Cab: Chaleur humide,
essai continu

IEC 60749-25, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques

— Partie

25: Cycles de température

IEC 60749-26, Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes d'essais mécaniques et climatiques —
Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) — Modéle du corps humain

(HBM)

IEC 60825-1, Sécurité des appareils a laser — Partie 1: Classification des matériels et exigences

IEC 60938-1, Inductances fixes d’antiparasitage — Partie 1: Spécification générique
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IEC 60950-1, Matériels de traitement de l'information — Sécurité — Partie 1: Exigences
générales

IEC 61300-2-47, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs fibroniques — Procédures
fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-47: Essais — Chocs thermiques

ISO/IEC/IEEE 8802-3:2021, Telecommunications and exchange between information
technology systems — Requirements for local and metropolitan area networks — Part 3: Standard
for Ethernet (disponible en anglais seulement)

3 Termes, définitions, symboles et abréviations

3.1 Termes et définitions

Aucun terme n'est défini dans le présent document.

L'ISO ef I'lEC tiennent & jour des bases de données terminologiques destinées a étre (tilisées
en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

o |EC [Electropedia: disponible a I'adresse http://www.electropedia-org/
e [SO[Online browsing platform: disponible a I'adresse http://fwww.iso.org/obp
3.2 Slymboles

E, rapport d’extinction

I courant d'entrée de données — haut

I courant d'entrée de données — bas

Tout courant de sortie

P, niveau de disparition d’alarme

Py niveau d'alarme en marche

P, puissance de sortievoptique

Popt puissance d’entree optique

Ry charge de sortie de données

S sensibilité du récepteur

Tamb température de fonctionnement ambiante

D foenction d'incapacité d'émission

Ts temps-de-descente-de-sortie-optigue

T, temps de montée de sortie optique

Tstg température de stockage

v tension d’alimentation

Vin— Ve  tension d'entrée de données — haute

Vi— Ve  tension d'entrée de données — basse

Voom tension de fonctionnement nominale
Von haute tension de sortie d’alarme

Voh — Vec  tension de sortie de données — haute

ol basse tension de sortie d’alarme
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tension de sortie de données — basse
excursion de la tension d'entrée différentielle de I'émetteur
variation de la puissance de sortie optique, de la valeur d’avant essai a la valeur
d’aprés essai
variation de la sensibilité du récepteur, de la valeur d’avant essai a la valeur d’apres
essai
largeur spectrale (valeur efficace)
longueur d'onde centrale
bréviati
(bit error ratio) taux d’erreur binaire
(emitter-coupled logic) logique couplée a I’émetteur
électro-optique
décharge électrostatique
(human body model) modéle du corps humain
(low voltage transistor-transistor logic) logique transistar-transistor a basse|tension
non-retour a zéro
(pseudo emitter-coupled logic) logique couplée/au-pseudo-émetteur
(pseudo random bit sequence) séquence binaire pseudo-aléatoire
humidité relative
(signal detect) détection du signal
(transistor-transistor logic) logique'transistor-transistor
OS (transistor-transistor logic/complementary metal-oxide-semiconductor) [logique
transistor-transistor/métal-oxyde-semiconducteur complémentaire
ameétres relatifs au produit
aleurs limites absolues
burs limites (maximales et/ou minimales) absolues, telles que présentées |dans le
1, impliquent qu'aucun dommage catastrophique n'a lieu si le produit est soumis a ces
imites, a cohdition que chaque parameétre limite soit en isolement et que tous les autres
res possedent des valeurs dans les parametres de performance normale. Il ¢onvient
de ne pas présumer que les valeurs limites de plus d'un paramétre puissent étre appliquées en

une fois|
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Tableau 1 — Valeurs limites absolues
Parametre Symbole ou Minimum Maximum Unité
abréviation

Température de stockage TStg -40 +85 °C
Température de fonctionnement ambiante Tomb -10 +80 °C
Température de brasage au plomb +260 °C
(distance minimale par rapport au boitier spécifiée) (pendant 10 s)

Courant de sortie Iyt 0 50 mA
Tension d'entrée de données -0,5 Vee \%
Excursiop de la tension d'entrée différentielle de Vop 0,30 1,40 Vv
I’émetteyr

Tension H'alimentation 2 -0,5 Viom + 40 % \Y
Humidit¢] relative ° HR 5 85 %

a8 Les tpnsions de fonctionnement nominales (Viom) de 5V et de 3,3 V s'appliquent.

b Pas de condensation autorisée.
4.2 Environnement de fonctionnement

Les parametres relatifs a I'’environnement de fonctionnément sont présentés dans le Tapleau 2.

Tableau 2 — Environnement de fonctionnement
Paramétre Symbole ou Minimum Maximum Unité
abréviation

Tension H'alimentation 2 Vee Viom =9 % Viom ¥ 5 % \Y
Température de fonctionnement ambiante Tamb 0 70 °C
Humidit¢] relative ° HR 5 85 %

2  Pourlune tension de fonctionAeméent nominale (Vhom) d& 5 V. Pour une tension de fonctionnement norpinale de

3,3 V], la valeur minimale gst'de 3,15 V et |la valeur maximale est de 3,45 V.
b Pas de condensation altorisée.

43 S

Les sp4
fonction

pécification fonctionnelle

cifications présentées dans le Tableau 3 et le Tableau 4 décrivent les exigences
ﬁéﬂé§T5ﬁg@é§Tﬁﬁﬂ’§Eﬁ§ﬁﬂT€7ﬂBF§5éCﬁR%ﬁRﬁﬁrPFﬁ*ﬂéﬂﬂfﬂJﬂEtﬂﬂEEEﬂmmxg%.
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Tableau 3 — Section du récepteur: spécification fonctionnelle

Parametre Symbole Minimum Maximum Unité
Sensibilité du récepteur @ N -19 dBm
Puissance d'entrée optique maximale -3 dBm
Affaiblissement de réflexion optique 12 dB
Niveau d'alarme en marche f Py -45 -20 dBm
Niveau de disparition d'alarme f P, -19 dBm
Hystérésis 0,5 4.0 dB
Temps dpréponse d'alarme 600 us
Haute tepsion de sortie d'alarme (option 1) P Von -1,1 -0,8 \%
Basse tepsion de sortie d'alarme (option 1) P Voi -2,0 -1,6 \%
Haute tepsion de sortie d'alarme (option 2) ¢ Von 2 Ve \%
Basse tehsion de sortie d'alarme (option 2) ¢ Vol 0 0,8 \%
Tension fe sortie de données — basse d Vo= Vee —-1,950 -1,620 \%
Tension fe sortie de données — haute d Von = Vee —-1,045 -0,740 \%
Charge de sortie de données €9 Ry 50 Q

NOTE $e reporter au Tableau 2 pour I’environnement de fonctionnement.

a Nivegux minimaux de sensibilité et de saturation pour,1E-12 BER mesurés avec une source dg rapport
d'extinction de 9 dB et un signal d'essai de (27 — 1) PRBS.

b . . .
Ces fensions sont mesurées par rapporta 7.

¢ Sortigs compatibles avec les entrées TTL et LVTIL.
d  Sortigs compatibles avec les entrées ECL et PECL 10K, 10KH, 100K.

e Sortigs raccordées a V_—2 V.

f  Alarme déclenchée lorsque la sensibilité de réception est en dessous de celle qui est spécifiég. Valeur
d'hysftéresis spécifiée en tant que'P] - P,,.

9 Valeyr de base.
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Tableau 4 — Section de I'émetteur: spécification fonctionnelle

Parametre Symbole Minimum Maximum Unité
Longueur d'onde centrale e 1270 1 355 nm
Largeur spectrale (valeur efficace) AL 4 nm
Puissance de sortie optique (fibre unimodale) 2 P, -11,0 -3,0 dBm
Puissance de sortie optique (fibre multimodale) 2 e P, -11,5 -3,0 dBm
Rapport d’extinction E, 9 dB
Temps de montée de sortie optique (20 % — 80 %) © T, 0,26 ns
Temps de descente de sortie optique (80 % — 20 %) © T 0,26 ns
CEil de sqrtie b
Fonction|d'incapacité d'émission (facultatif) d D
Courant f'entrée de données — bas I -350 pA
Courant f'entrée de données — haut I, 350 pA
Tension f'entrée de données — basse ¢ Vi—Vee -1,810 -1,475 \Y
Tension f'entrée de données — haute ¢ Vin= Vee -1,165 -0,880 \%
Excursiop de la tension d'entrée différentielle de Vop 0,3 \%
I’émetteyr
NOTE $e reporter au Tableau 2 pour I’environnement de fonctiennement.
a L’ceillde sortie est couplé en alimentation dans une fibre-unimodale, une fibre multimodale de 62,5/12%, ou une
fibre multimodale de 50/125.
b Confprme a I''SO/IEC/IEEE 8802-3.
¢ Compatible avec les signaux ECL et PECL 10K,»10KH, 100K.
d  Fonction d'incapacité d'émission facultative.-Fonction normale TTL. Sortie de I'émetteur permise sans présence
de signaux. Avec l'entrée "élevée" logique, la sortie de I'émetteur est invalidée.
€ Mesyré a la sortie d'un cordon \de brassage de conditionnement de mode, tel que spécifié dans
I'ISOJIEC/IEEE 8802-3:2021, 38.114.
4.4 Sichémas
Les schémas de da-Figure 1 et de la Figure 2 constituent des exemples représentatifs de la
section du récepteur et de la section de 'émetteur.
Ptéamplificateur PIN
Amplificateur — Amplificateur
XZS limiteur tampon
NNEES

’ DO

Amplificateur

linéaire

Détecteur ’
de niveau ’

O sD

Figure 1 — Schéma de section du récepteur

en sortie

Filtre O en sortie
[II] passe -
’ bas o DONNEES
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ENTREE Modulateur arriére
ECL laser

Amplificateur
T A de puissance
P dela
polarisation
du laser

| —

4.5 Etiquetage

Il est recommandé que chaque émetteur-récepteur (et sa documentation justificati

étiqueté

a) la référence du présent document, y compris le type de variante;

b) les g

Des exigences d’étiquetage pour les lasers\de classe 1 sont données dans les nof

sécurité

5 Essais

51 @

La caractérisation et la qualification initiales doivent étre entreprises lorsqu'une ng

constru

au moyen de programmes d'essais périodiques. Les conditions d'essai pour tous les

sauf ind

5.2 Elssajs de caractérisation

La caratctérisation doit étre effectuée sur au moins 20 produits prélevés dans au mo

Commande
dela
polarisation
du laser

Figure 2 — Schéma de section de I'émetteur

d'une maniére visible pour l'utilisateur avec au mojins les données suivantes:

vertissements de sécurité applicables.

de lasers dont les références sontcfournies en 6.2.

énéralités

tion a été menge d bien et fixée définitivement. Le maintien de qualification est

ication contraire, sont fixées a 25 °C + 2 °C.

W \&Z Photodiode
KZX Laser \A a moni

teur

de facette

IEC

ve) soit

mes de

rme de
effectué
essais,

ns trois

lots différents de production. Les essais, avec leurs limites, sont donnés au Tableau 5 et au

Tableau

6.


https://iecnorm.com/api/?name=9615fb20f52a83d5c1f7d4311d31f86e

	English 
	CONTENTS
	FOREWORD
	INTRODUCTION
	1 Scope 
	2 Normative references
	3 Terms, definitions, symbols and abbreviated terms
	3.1 Terms and definitions
	3.2 Symbols
	3.3 Abbreviated terms

	4 Product parameters
	4.1 Absolute limiting ratings
	4.2 Operating environment
	4.3 Functional specification
	4.4 Diagrams
	4.5 Labelling

	5 Testing
	5.1 General
	5.2 Characterization testing
	5.3 Performance testing
	5.3.1 Sequence of testing
	5.3.2 Sample size, sequencing and groupings


	6 Environmental specifications
	6.1 General safety
	6.2 Laser safety
	6.3 Electromagnetic emission

	Annex A (normative) Sample size, sequencing and grouping requirements
	Figure 1 – Receiver section schematic
	Figure 2 – Transmitter section schematic
	Table 1 – Absolute limiting ratings 
	Table 2 – Operating environment
	Table 3 – Receiver section: functional specification 
	Table 4 – Transmitter section: functional specification
	Table 5 – Transmitter section characterization tests
	Table 6 – Receiver section characterization tests
	Table 7 – Performance test plan
	Table A.1 – Sample size, sequencing and grouping requirements

	Français 
	SOMMAIRE
	AVANT-PROPOS
	INTRODUCTION
	1 Domaine d’application 
	2 Références normatives
	3 Termes, définitions, symboles et abréviations
	3.1 Termes et définitions
	3.2 Symboles
	3.3 Abréviations

	4 Paramètres relatifs au produit
	4.1 Valeurs limites absolues
	4.2 Environnement de fonctionnement
	4.3 Spécification fonctionnelle
	4.4 Schémas
	4.5 Etiquetage

	5 Essais
	5.1 Généralités
	5.2 Essais de caractérisation
	5.3 Essais de performance
	5.3.1 Séquence d'essais
	5.3.2 Nombre, séquences et groupements d'échantillons


	6 Spécifications relatives à l’environnement
	6.1 Sécurité générale
	6.2 Sécurité du laser
	6.3 Emission électromagnétique

	Annex A (normative) Exigences relatives aux nombre, séquences et groupements d'échantillons
	Figure 1 – Schéma de section du récepteur
	Figure 2 – Schéma de section de l'émetteur
	Tableau 1 – Valeurs limites absolues 
	Tableau 2 – Environnement de fonctionnement
	Tableau 3 – Section du récepteur: spécification fonctionnelle 
	Tableau 4 – Section de l'émetteur: spécification fonctionnelle
	Tableau 5 – Essais de caractérisation de la section d'émetteur
	Tableau 6 – Essais de caractérisation de la section du récepteur
	Tableau 7 – Plan d'essais de performance
	Tableau A.1 – Exigences relatives aux nombre, séquences et groupements d'échantillons




